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Skrécony opis:

Przedmiot i metodologia optyki geometrycznej
Podstawowe pojecia refraktometrii
Interferencja fal $wietinych

Podstawy mikroskopii

Mikroskopia polaryzacyjna

Mikroskopia kontrastowo-fazowa

Mikroskopia polaryzacyjno-interferencyjna
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Opis:

Wyktady:
1. Przedmiot i metodologia optyki geometrycznej. (2h)
Wprowadzenie. Zasada Fermata. Odbicie i zatamanie $wiatta na granicy osrodkéw jako konsekwencja zasady Fermata.
Zatamanie $wiatta na powierzchni ptaskiej. Plytka ptasko-réwnolegta. Pryzmat. Zastosowanie do wyznaczania
wspolczynnika zatamania r poprzez minimalizacje funkcji 5=f(a). Budowa goniometru. Spektrometr optyczny.
2. Podstawowe pojecia refraktometrii. (2h)
Zatamanie i odbicie $wiatta na powierzchniach sferycznych. Zastosowanie do wyznaczania wspétczynnika zatamania n.
Refraktometr Pulfricha i Abbego jako przyktad goniometru.
3. Dyspersja materiatéw. (1h)
Wspotczynniki R, A, T. Réwnanie fali $wietlnej. Dyspersja normalna i anomalna. Prawo Gladstone'a — Dale’a.
4. Podstawy fizyczne mikrointerferometrii. (2h)
Interferencja dwoch fal monochromatycznych. Interferencja $wiatta polichromatycznego. Interferencja $wiatta w uktadzie
birefrakcyjnym. Analiza poréwnawcza obu rodzajow interferencii (dla plytki dwojtomnej ptaskoréwnolegtej i dwojtomnej
plytki klinowej). Pryzmat dwéjtomny Wollastona. Pryzmat dwojtomny Nomarskiego. Interferencja jednorodna i prgzkowa.
5. Mikroskop — jego budowa i uzytkowanie. (1h)
Bieg promieni $wietinych w mikroskopie. Obserwacja w jasnym polu w $wietle przechodzacym. Obserwacja w ciemnym
polu w éwietle przechodzacym. Mikroskopia w $wietle odbitym.
6. Mikroskopia polaryzacyjna. (1h)
Mikroskopy do badan w $wietle spolaryzowanym. Polaryzatory. Obiektywy. Okulary. Kompensatory. Mod pracy
konoskopowej i ortoskopowe;.
7. Mikroskopia interferencyjna. (1h)
Mikroskop Biolar Pl jego budowa i uzytkowanie. Metoda dyferencjalna. Metoda jednorodnego pola z duzym rozdwojeniem
obrazu. Metoda prazkowa. Metoda dyferencjalna — kondensor z kompensatorami. Pomiar réznicy drogi optyczne;.
Zajecia laboratoryjne:
Wyznaczanie dyspersji materialowej metodg Abbego i kompensatora Amiciego. (4h)
Badanie dwdjtomnosci krysztatow statych i ciektych w modzie ortoskopowym. (4h)
Badanie dwéjlomnosci krysztatow statych i cieklych w modzie konoskopowym. (4h)
Praca z mikroskopem Biolar Pl. Metoda prazkowa. (4h)
. Praca z mikroskopem Biolar Pl. Metoda jednorodnego pola. (4h)
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Efekty ksztatcenia:

W1 Zna podstawowe wtasciwosci optyczne materiatow. K_W03, K_W04, K_W15, K_W17.

W2 Zna podstawowe pojecia i prawa optyki geometryczneji fizycznej. K_WO03, K_W04, K_W15, K_W17, K_W19.

W3 Zna zasady dziatania i umie postuzy¢ sie wazniejszymi przyrzadami pomiarowymi stuzgcymi do wyznaczania parametrow
optycznych materiatow stato i cieklokrystalicznych. K_WO03, K_W04, K_W15, K_W17, K_W19.

W4 Zna podstawowe optyczne metody pomiarow wielkosci fizycznych. K_W03, K_W04, K_W15, K_W17, K_W19,

U1 Umie pozyska¢ informacje o pomiarach optycznych z literatury i innych zrédet. K_U01, K_UQ2.
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K_W15, K_W19.
U3 Potrafi przygotowac prezentacje z zakresu optycznych metod pomiarowych. K_U04, K_U04.
K1

Umie zastosowaé metody matematyczne do ilosciowego opisu zjawisk interferencyjnych w metrologii optycznej. K_U03,

Rozumie potrzebe cigglego uczenia sie a takze potrafi inspirowac innych. K_K01, K_K02, K_K04, K_K11.

Metody i kryteria oceniania:

. Laboratorium — Warunkiem zaliczenia ¢wiczen laboratoryjnych jest wykonanie pomiaréw oraz pozytywne oceny ze

sprawdzianow teoretycznych i sprawozdan.

. Wyktad — sprawdzian pisemny (warunek pozytywna ocena z ¢wiczen laboratoryjnych).

W1 — Sprawdzian pisemno-ustny w ramach zaliczenia.

W?2 - Ustne odpowiedzi na zajeciach z ¢wiczen laboratoryjnych.

W3 - Zaliczenie sprawozdania koricowego.
U1 — Sprawdzenie pisemno-ustne wiedzy teoretycznej

U2 i U3 - Odpowiedzi ustne podczas wykonywania éwiczen laboratoryjnych oraz pozytywna ocena ze sprawozdania koncowego
K1 — Pomiary laboratoryjne wykonywane sg w podgrupach przyporzgdkowanych do poszczegdinych tematow

Praktyki zawodowe:

brak

Forma studiéw

stacjonarne

Rodzaj studiéw

| stopnia

Rodzaj przedmiotu

wybieralny

Przedmioty wprowadzajace

" Matematyka. Wymagania wstepne: Poziom politechniczny studiéw I-go stopnia.

= Fizyka. Wymagania wstepne: Poziom politechniczny studiéw I-go stopnia.

*  Ciekle krysztaly. Wymagania wstepne: zna podstawowe pojecia fizyki ciektych krysztatow,

Programy

semestr studiow VI
kierunek: Inzynieria Materiatowa
specjalno§¢: Materiaty funkcjonalne

Forma zajeé liczba godzin/rygor

semestr X- egzamin, + zaliczenie, # projekt ECTS
razem wyktady ¢wiczenia laboratoria projekt seminarium
Vi 30 10/ + 20/ + 3
Autor
prof. dr hab. Jerzy Kedzierski
Bilans ECTS .
Lp. Aktywnos¢ Obciazenie w godz.
1 Udziat w wyktadach 10
2 Samodzielne studiowanie tematyki wykladow 25
3 Udziat w ¢wiczeniach
4 Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
5 Udziat w laboratoriach - - 20 -
6 Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 20 o
7 Udziat w seminariach
8 Samodzielne przygotowanie si¢ do seminariéw
9 Realizacja projektu
10 | Udziat w konsultacjach
11 Przygotowanie do egzaminu
12 Udziat w egzaminie
Godz. ECTS
Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 75 3
Zajecia z udziatem nauczycieli: 1+3+5+7+9+10+12 30 3
Zajecia o charakterze praktycznym: 5+6+9 40 | 2
Zajecia powigzane z dziatalnoscig naukowg; 1+2+3+4+7+8 35 1
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